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Introduccid. - o

Froduccié de raigs—X.

Linies espectrals. Esaectr= continu i discontinu.
Llei de Douanne—Hunt-

Llei de Moseley.

Interaccions raigs—-X mateéria.

Efects fotoeléctric i Ffluorescéncia.

Difusid elastica

Altres interaccions raigs—X — matéria.

1.3.4. Abscorcié macraoscopica. Coeficient d” absorcid.
Filtres.

1.4, Aplicacions practiques de les 1nteracc1cns Faigs—X
. mateéria.

1.4.1. Quadre general de tacnigues.
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c-2 Base Tef6rica i
2.1. Matrius i vector
2.2, La funcidg cen51raL =1=c+ran1:a. lba Ttuncid factor

destructura. Transtformacid de Fourier.
3. Xarxa reciproca.
.4. Condicions de difraccidé. Eguacid de Laue.
Construccid d Ewald.
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C-3 Metodes de monocristall

I.1. Caracteristiques generals. Classes de Laue. Llei de
Friedel. .
. <Me&todes classics: Fotacid-0Oscil.lacid. Weiss=snbsra
Frecessid. Laue. :
T.3. Extincicns sistemadtigques. Determinacid del grup
pacial.
4. El difractémetre automatic. Carreccions de Laorent=,
polaritzacid, absorcié.
3.5. Concepte de determinacid d estructura cristal.lina.
3.6. El problema de les fases.
3.7. Frogrames de resolucid i aFlnament.
Z.8. Frogrames de dibuix. Observacid estereoscopica
d’estructures. |
Z.9. Analisi de resultats.
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- METODES DE DIFRACCIO DE POLS

Introduccid. : T
Matodes de registre fotogratic.
Difractimetre o= pols.

Analisi gualitativa. Powder Diffraction File.
Analisi guantitativa.

Ajust de per+ils. El métode de Rietveld.
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-5 FLUORESCENCIA DE RAIGS-X

1. Introduccidg.
«2. Analisi gualitativa.
J. fAnaglisi guantitativa.
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